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Veranstaltungsnummer: VA24-00822

Steigerung der Zuverlässigkeit in der

Automobilelektronik

Lastenheft, Bauteilalterung, Beschleunigung der Umweltsimulation,

Ersatzteilstrategien

Termin

Mi. 27.03.2024, 09:00 Uhr —

Do. 28.03.2024, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.595,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.465,00 €*

Präsenz

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 03.08.2026, 13:55 Uhr

https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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Steigerung der Zuverlässigkeit in der Automobilelektronik

7MGLIVLIMX�YRH�/SQJSVX�MQ�7XVE�IRZIVOILV�WMRH�IRXWGLIMHIRH�YRH�LêRKIR�ZSR�^YZIVPêWWMKIV

%YXSQSFMPIPIOXVSRMO�EF��(SGL�MQQIV�QILV�6þGOVYJI�EYJKVYRH�ZSR�EYWKIJEPPIRIV�)PIOXVSRMO�YRH�ORETTIVI

)RX[MGOPYRKW^IMXIR�FIM�[EGLWIRHIQ�)PIOXVSRMOYQJERK�WXIPPIR�>YPMIJIVIV�YRH�3)1W�ZSV�MQQIV�KVú�IVI

,IVEYWJSVHIVYRKIR��-R�YRWIVIQ�7IQMREV�PIVRIR�7MI��[MI�7MI�HMIWI�,IVEYWJSVHIVYRKIR�QIMWXIVR�YRH�HMI

>YZIVPêWWMKOIMX�ZSR�)PIOXVSRMO�MQ�/J^�IVLúLIR�OúRRIR��;MV�^IMKIR�-LRIR��[MI�7MI�0EWXIRLIJXJSVHIVYRKIR�

%PXIVYRKWQIGLERMWQIR�YRH�4VþJTPERYRK�YRXIV�HIQ�&PMGO[MROIP�HIV�>YZIVPêWWMKOIMX�FIVþGOWMGLXMKIR�YRH�[MI

7MI�MR�>YWEQQIREVFIMX�QMX�ERHIVIR�*EGLEFXIMPYRKIR�HMI�0IFIRWHEYIV�ZSR�)PIOXVSRMO�MQ�*ELV^IYK�WXIMKIVR

OúRRIR��:IVFIWWIVR�7MI�-LVI�/IRRXRMWWI�YRH�*êLMKOIMXIR�MR�&I^YK�EYJ�HMI�>YZIVPêWWMKOIMX�MR�HIV

%YXSQSFMPIPIOXVSRMO�YRH�WMGLIVR�7MI�HEQMX�HMI�7MGLIVLIMX�YRH�HIR�/SQJSVX�MQ�7XVE�IRZIVOILV

Zum Thema

-R�YRWIVIQ�7IQMREV�[IVHIR�HMI�[MGLXMKWXIR�&IKVMJJI�HIV�5YEPMXêX�YRH�>YZIVPêWWMKOIMX�MR�HIR�EYXSQSFMPIR

4VSHYOXIRXWXILYRKWTVS^IWW�IMRKISVHRIX��;MV�IVúVXIVR�*VEKIR�HIV�0MIJIVERXIR��YRH�&EYIPIQIRXIEYW[ELP�

7MGLX[IMWIR�^YV�+IWXEPXYRK�YRH�-RXIVTVIXEXMSR�ZSR�0EWXIRLIJXIR�WS[MI�IMRWGLPêKMKI�2SVQIR�YRH�7XERHEVHW�

9Q�HEW�XMIJIVI�:IVWXêRHRMW�HIV�>YZIVPêWWMKOIMX�^Y�ZIVQMXXIPR��WXIPPIR�[MV�HMI�[MGLXMKWXIR�6IGLIRZIVJELVIR�ZSV

YRH�IVPêYXIVR�WMI�ER�&IMWTMIPIR��;MV�FIXVEGLXIR�EYGL�X]TMWGLI�1IGLERMWQIR�HIV�&EYXIMPEPXIVYRK��[MI

FIMWTMIPW[IMWI�EYJ�&EWMW�ZSR�8IQTIVEXYV�YRH�%:8��YRH�^IMKIR��[MI�HMI�1IXLSHIR�HIV�9Q[IPXWMQYPEXMSR�^YV

7MGLIVYRK�YRH�7XIMKIVYRK�ZSR�>YZIVPêWWMKOIMX�KIRYX^X�[IVHIR�OúRRIR��;MV�TVêWIRXMIVIR�YRH�FI[IVXIR

ZIVWGLMIHIRI�&IWGLPIYRMKYRKWQSHIPPI��HMI�4VþJYRKIR�YRH�0IFIRWHEYIVXIWXW�^IMXPMGL�FIWGLPIYRMKIR�OúRRIR�

%RWGLPMI�IRH�[MVH�ERLERH�ZSR�1IXLSHIR�HIV�6IPMEFMPMX]�TVIHMGXMSR�KI^IMKX��[MI�WMGL�äFIVPIKYRKIR�^YV

>YZIVPêWWMKOIMX�EYJ�HMI�)VWEX^XIMPZIVWSVKYRK�EYW[MVOIR�

Zielsetzung

(EW�>MIP�YRWIVIW�7IQMREVW�MWX�IW��HIR�)RX[MGOPIVR�FIM^YFVMRKIR��[MI�WMI�0EWXIRLIJXJSVHIVYRKIR�

%PXIVYRKWQIGLERMWQIR�YRH�%WTIOXI�HIV�4VþJTPERYRK�YRXIV�HIQ�&PMGO[MROIP�HIV�>YZIVPêWWMKOIMX

FIVþGOWMGLXMKIR�QþWWIR��;MV�ZIVQMXXIPR��[MI�HMI�0IFIRWHEYIV�YRH�HEQMX�EYGL�HMI�>YZIVPêWWMKOIMX�ZSR

)PIOXVSRMO�MQ�/J^�MR�>YWEQQIREVFIMX�QMX�ERHIVIR�*EGLEFXIMPYRKIR�IVLúLX�[IVHIR�OERR�

)W�KMFX�IMRMKI�+VþRHI��[EVYQ�7MI�KIREY�HMIWIW�7IQMREV�FYGLIR�WSPPXIR�

Erfahrene Experten:�9RWIVI�)\TIVXIR�ZIVJþKIR�þFIV�PERKNêLVMKI�)VJELVYRK�MR�HIV�%YXSQSFMPMRHYWXVMI�YRH�WMRH

FIWXIRW�UYEPM«^MIVX��YQ�-LRIR�HEW�8LIQE�>YZIVPêWWMKOIMX�MR�HIV�%YXSQSFMPIPIOXVSRMO�^Y�ZIVQMXXIPR�

Praxisnahe Inhalte:�9RWIV�7IQMREV�ZIVQMXXIPX�-LRIR�TVE\MWRELIW�;MWWIR�YRH�*êLMKOIMXIR��HMI�7MI�WSJSVX�MR

-LVIQ�%VFIMXWEPPXEK�ER[IRHIR�OúRRIR�

Umfassende Einführung:�9RWIV�7IQMREV�FMIXIX�-LRIR�IMRI�YQJEWWIRHI�)MRJþLVYRK�MR�HEW�8LIQE

>YZIVPêWWMKOIMX�MR�HIV�%YXSQSFMPIPIOXVSRMO�YRH�HIGOX�EPPI�[MGLXMKIR�%WTIOXI�EF��ZSR�HIV

)PIOXVSRMOIRX[MGOPYRK�MQ�EYXSQSFMPIR�4VSHYOXIRXWXILYRKWTVS^IWW�FMW�LMR�^Y�0EWXIRLIJXJSVHIVYRKIR�YRH

%PXIVYRKWQIGLERMWQIR�

Relevanz für Ihren Arbeitsbereich:�9RWIV�7IQMREV�MWX�JþV�1MXEVFIMXIV�EYW�)RX[MGOPYRKW���:IVWYGLW���)MROEYJW�

YRH�5YEPMXêXWEFXIMPYRKIR�ZSR�/J^�>YPMIJIVIVR��3)1W�YRH�EPPIR�-RHYWXVMI^[IMKIR�VIPIZERX��HMI�WMGL�ER�HIR

7MGLX[IMWIR�HIV�%YXSQSFMPMRHYWXVMI�SVMIRXMIVIR�QúGLXIR�

Verbessern Sie Ihre Karrierechancen:�(YVGL�HEW�7IQMREV�[IVHIR�7MI�-LVI�/IRRXRMWWI�YRH�*êLMKOIMXIR�MR

&I^YK�EYJ�>YZIVPêWWMKOIMX�MR�HIV�%YXSQSFMPIPIOXVSRMO�IV[IMXIVR�YRH�HEQMX�-LVI�/EVVMIVIGLERGIR�ZIVFIWWIVR�É

Programm
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����������� )MRJþLVYRK

Erläuterungen

&IKVMJJWIVOPêVYRK�>YZIVPêWWMKOIMX��2IKEXMZFIMWTMIPI

)MRSVHRYRK�MR�HIR�4VSHYOXIRXWXILYRKWTVS^IWW

0MIJIVERXIR��YRH�&EYIPIQIRXIEYW[ELP

Mathematische Modellbildung

%YWJEPPVEXI��%YWJEPP[ELVWGLIMRPMGLOIMX

&EHI[ERRIROYVZI��;IMFYPPZIVXIMPYRK��7YGGIWW�6YR

Ausfall elektronischer Bauelemente

%PXIVYRKWQIGLERMWQIR��*ILPIVFMPHIV�

%WTIOXI�HIV�QIGLEXVSRMWGLIR�-RXIKVEXMSR

2SVQIR�YRH�7XERHEVHW��1-0��%)'�5����


Temperatur und AVT • Wärmetransport, Modelle, Entwärmung

)MR¬YWW�HIV�%:8

����������

����������� :IVXMIJYRK

Testen, prüfen, erproben

^YJêPPMKI�YRH�W]WXIQEXMWGLI�*ILPIV

&EYXIMPUYEPM«^MIVYRK

&IWGLPIYRMKYRKWQSHIPPI�HIV�9Q[IPXWMQYPEXMSR��%VVLIRMYW��-RZIVWI�4S[IV�0E[��'S­R�1ERWSR�

4IGO��0E[WSR��,%08��,%77


0IFIRWHEYIVXIWX��&YVR�MR��6YR�MR��7GVIIRMRK

Reliability prediction

7MRR�YRH�9RWMRR�ZSR�,ERHFþGLIVR�QMX�XEFIPPMIVXIR�%YWJEPPVEXIR

*1)%�YRH�7-0

Ersatzteilversorgung

3FWSPIWGIRGI�1EREKIQIRX

7XVEXIKMIR�^YV�0ERK^IMXZIVWSVKYRK�YRH�0ERK^IMXPEKIVYRK


